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Aplicaciones da la medida de la reflectancia en la identifi- 
cación de fases metálicas 
por A. LÓPEZ-So-LER y J. M. BOSCH-FIGUEROA* 
Se estudian, mediante la microscopía cuantitativa de luz Con el fin de intentar diferenciar algunas de las 
reflejada, las fases a y /3 de la aleación Cu-Zn. Se establecen fases que se obtienen en la aleación Cu-Zn se han 
las curvas de dispersión de la reflectancia de ambas fases, seleccionado muestras con contenidos de 20 yo en 
encontrando que el poder de reflexión depende del contenido 
en peso de Zn. peso de Zn que corresponde a fase a pura; 37 O/o y 
42 % en peso de Zn, en las que coexisten las fases a 
y p y 48 % en peso de Zn que corresponde a la 
fase B oura. 
The phases a and /3 of the Cu-Zn alloys have been stu- 
died by quantitative methods of microscopy in reflected light. 
The reflectance curves of dispersión are stablished in both 
phases, finding the value of reflectance depends on the con- 
tents in weight of Zn. 
E l  estudio de fases metálicas utilizando el micros- 
copio de reflexión o metalográfico, tradicionalmente 
se ha realizado mediante la observación morfológica 
de las fases presentes, para lo cual las probetas puli- 
das sufren un ataque posterior con distintos reac- 
tivos químicos que ponen de manifiesto la estructura 
de la aleación. Normalmente y si el observador posee 
la suficiente experiencia puede reconocer las fases 
presentes, ya que generalmente las distintas tonali- 
dades de color o el aspecto del grano dan una indi- 
cación suficiente. No obstante, en algunos casos la 
identificacibn no puede realizarse tan fácilmente por 
lo que se ha intentado mediante la aplicación de los 
métodos de la microscopía cuantitativa. 
Los primeros en realizar investigaciones en esta 
línea fueron LOWERY (l), aplicando el método de 
Drude, CAPDECOMME (2) estudiando la anisotropía 
del cobre. FARRAN (3) el 'de las propiedades ópticas 
de distintas aleaciones de Al, y CAMBON (4) sobre 
bronces y aleaciones cobre-antimonio y en la identi- 
ficación de siliciuros. 
- 
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Ál tratarse el latón de un material relativamente 
blando, la obtención de las secciones pulidas ofrece 
una cierta dificultad ya que observadas al microsco- 
pio empleando los filtros de interferencias de No- 
marsky son visibles en las superficies una gran can- 
tidad de pequeñas rayas muy difíciles de eliminar. Por  
otra parte, ambas fases se oxidan con gran facilidad 
por lo que sufren una gran alteración si en los méto- 
dos de pulido se emplea como lubricante el agua. Se 
han ensayado varios métodos y el que ha dado mejo- 
res resultados ha sido utilizar como abrasivo una sus- 
pensión de alúmina en alcohol y efectuar el pulido 
final con "gamma polishing alumina". Para contro- 
lar la perfección del pulido de la superficie se ha 
medido su reflectancia a 540 nm hasta lograr alcanzar 
los valores máximos. Las mediciones han debido efec- 
tuarse inmediatamente después de finalizar las ope- 
raciones de pulido, ya que se comprobó que ligeros 
contenidos de humedad en el medio ambiente, eran 
suficientes para provocar la alteración de las super- 
ficies. E n  las mediciones se ha utilizado un microsco- 
pio fotométrico Carl Zeiss de luz incidente normal, 
M.P.M. 
La luz monocromática se obtiene intercalando un 
filtro degradado desde 440 nm a 660 nm a intervalos 
de 10 nm. 
Como standard se ha empleado el carburo de sili- 
cio (Sika) calibrado por el N.P.L. que es el standard 
oficial de la C.O.M. para España. 
E n  la platina del microscopio se ha incorporado 
el accesorio conocido con la denominación "Lanhan 
Stage" que mediante un desplazamiento en sentido 
transversal permite efectuar fácilmente mediciones 
alternativas de standard y problema en cada longitud 
de onda. 
Las curvas de dispersión de los resultados obte- 
nidos de las mediciones de la reflectancia en las 
fases a están dibujadas en la figura 1. Se observa que 
las tres curvas de dispersión tienen una forma simi- 
lar y que las reflectancias alcanzan los valores rnás 
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L FIG. 1. - Curvas de dispersión de la reflectancia en las fases a de la aleación Cu-Zn. 
altos en la región rojo del espectro. Los valores 
más altos de reflectancia corresponden a la muestra 
con contenido más bajo de Zn. Los valores de la 
reflectancia decrecen de acuerdo con los contenidos 
en Zn tal como se observa en esta figura. 
La  figura 2 muestra las curvas de dispersión obte- 
nidas en las fases B. Esta fase tiene una reflectancia 
menor que las a y su curva de dispersión es de forma 
distinta. Las curvas de a y /3 son muy similares des- 
ir de S00 nm hasta 660 nm. La diferencia más marcada 
entre los dos grupos ,de curvas aparece en las longi- 
tudes de onda comprendidas entre 440 nm y 500 nm 
en donde las fases /3 tienen un valor mínimo a 
460 nm; mínimo que no se observa en. el grupo de 
curvas; correspondientes a las fases a. 
En conclusión podemos admitir que en las aleacio- 
nes Cu-Zn los valores de sus reflectancias nos su- 
ministran una buena información acerca del conte- 
nido de estos dos elementos y que la forma de las 
curvas de dispersión nos indica la manera de dife- 
renciar las fases a y p de estas aleaciones. 
FIG. 2. -- Curvas de dispersión de la reflectancia en las fases f j  de 
la aleación Cu-Zn. 
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